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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(54) Bezeichnung: Testvorrichtung fur Bauteile integrierter Schaltungen 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Testvor- 
richtung mit einem Testsockel (3), aus dem Kontaktelemen- 
te herausragen und mit Federkontakten (5), die mit den Au- 
fienkontakten eines integrierten Schaltungstyps elektrisch 
kontaktierbar sind. Furjede der Aufienkontaktpositionen ist 
neben des Schaltungstyps ein Modulbaustein (8) vorgese- 
hen mit mindestens einer elektrisch leitenden Kontaktplatte 
und mit einer isolierenden Tragerplatte, wobei die Kontakt- 
platte in Aussparungen der Tragerplatte eingearbeitet ist 
und einen Kontaktabschnitt, einen Federabschnitt und ei- 
nen Halteabschnitt aufweist. 
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Beschreibung 

[0001 ] Die Erfindung betrifft eine Testvorrichtung fur 
Bauteile integrierter Schaltungen gemafc der Gattung 
des Anspruchs 1 . 

[0002] Testvorrichtungen fur Bauteile integrierter 
Schaltungen sind erforderlich, urn die Qualitat und 
Funktionalitat der integrierten Schaltungen nach Fer- 
tigstellung der Bauteile unter extremen Betriebsbe- 
dingungen prufen zu konnen. Bisherwird dazu furje- 
den Schaltungstyp ein passender vergossener Test- 
sockel zur Verfugung gestellt, der aufgrund seiner 
Kompaktheit nicht an Kleinserien anpassbar ist. Es 
muss folglich fur jede neue Schaltungstypserie ein 
entsprechender kompakter voll vergossener Testso- 
ckel entworfen werden, der insbesondere bei Klein- 
serien bereits nach kurzer Einsatzzeit ausgedient 
hat. 

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Testvor- 
richtung zu schaffen, mit der flexibel auf Anderungen 
des Schaltungstyps der elektronischen Bauteile rea- 
giert werden kann, urn insbesondere bei Kleinserien 
die Testkosten zu vermindern und die Zuverlassigkeit 
der Testergebnisse zu verbessern. 
[0004] Gelost wird diese Aufgabe mit dem Gegen- 
stand des unabhangigen Anspruchs. Vorteilhafte 
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den 
abhangigen Anspruchen. 

[0005] Erfindungsgemafi wird eine Testvorrichtung 
fur Bauteile integrierter Schaltungen angegeben, die 
einen Testsockel aufweist. Aus diesem Testsockel ra- 
gen Kontaktelemente auf seiner Unterseite heraus, 
die mit Federkontakten elektrisch verbunden sind, 
welche aus der Oberseite des Testsockels herausra- 
gen. Dabei sind die Federkontakte mit Aufcenkontak- 
ten eines zu testenden integrierten Schaltungstyps 
elektrisch kontaktierbar. Bei der erfindungsgemaften 
Testvorrichtung ist fur jede Auftenkontaktposition des 
Schaltungstyps ein Modulbaustein mit mindestens ei- 
ner elektrisch leitenden Kontaktplatte und mit einer 
isolierenden Tragerplatte vorgesehen. 
[0006] Die Kontaktplatte selbst liegt dabei in einer 
strukturierten Aussparung der Tragerplatte. Die Kon- 
taktplatte ist strukturiert und weist im wesentlichen 
drei Abschnitte auf, namlich einen Kontaktabschnitt, 
einen Federabschnitt und einen Halteabschnitt, wo- 
bei der Halteabschnitt jeweils mindestens eines der 
aus der Unterseite des Testsockels herausragenden 
Kontaktelemente halt. Die Gesamtheit der Modulbau- 
steine bildetden Testsockel fur den vorgegebenen in- 
tegrierten Schaltungstyp, wozu die Modulbausteine 
zu einem Stapel zusammengebaut sind. 
[0007] Diese Testvorrichtung hat den Vorteil eines 
modularen Aufbaus, so dass sie an jeden unter- 
schiedlichen Schaltungstyp angepasst werden kann, 
ohne dass ein massiver neuer Testsokkel zu gie&en 
ist. Vielmehr kann der Testsockel an die Anzahl der 
Aufcenkontakte oder Au&enkontaktpositionen des zu 
testenden Bauteils und an das RastermaG der Au- 
fienkontakte des zu testenden Bauteils variabel an- 



gepasst werden. Dazu kann eine geringe Anzahl von 
nur einem Modulbaustein den Testsockel bilden oder 
auch eine beliebig hohe Anzahl kann zu einem Test- 
sockel gestapelt werden. Entscheidend ist, dass die 
Kontaktplatten derart dicht aneinander angeordnet 
werden konnen, dass die kleinsten rnoglichen Schritt- 
weiten oder Rastermafte von Anschlufckontakten von 
Bauteilen mit integrierten Schaltungen zusammenge- 
stellt werden konnen. Dabei ist eine Schrittweite von 
1 mm bis hinunter auf 0,3 mm moglich und wird durch 
die Materialstarke des Modulbausteins bestimmt. 
[0008] Ein weiterer Vorteil dieser Konstruktion ist, 
dass die Kontaktplatten von den Tragerplatten ge- 
fuhrt werden und somit weder verkanten noch sich 
verbiegen konnen, zumal die strukturierte Kontakt- 
platte in einer entsprechend vorgeformten und struk- 
turierten Aussparung der Tragerplatte angeordnet ist. 
Daruber hinaus hat die Modulbauweise den Vorteil, 
dass kurzere Signalwege aufgrund des Wegfalls von 
zusatzlichen Adapterleiterplatten erreicht werden. 
Damit vermindert sich auch die Leitungsimpedanz in 
Bezug auf Induktivitaten und Kapazitaten. Durch den 
Wegfall derartiger Adapterleiterplatten, wie sie fur 
vergossene Testsockel erforderlich sind, konnen 
auch hohere Versorgungsstrome beim Einsatz der 
erfindungsgemafcen Testvorrichtung erreicht werden, 
die bei der erfindungsgemaften Testvorrichtung weit 
uber 20 Ampere liegen konnen. 
[0009] In dem Folgenden werden nun Ausfuhrungs- 
formen der einzelnen Abschnitte der strukturierten 
Kontaktplatte, ihre Eigenheiten und ihre Vorteile be- 
schrieben. 

[0010] Die Federkontakte der Kontaktplatte konnen 
im Bereich der Kontaktabschnitte der Kontaktplatte 
eine oxidations- oder erosionsfeste Beschichtung 
aufweisen, die aus einem Edelmetall, vorzugsweise 
aus Gold, besteht, zumal Gold den geringsten Kon- 
taktwiderstand und die groftte Kontaktlebensdauer 
aufweist, da weder eine Oxidation noch eine Sulfida- 
tion an Luft stattfindet. Auch die Kontaktelemente auf 
der Unterseite des Testsockels konnen mit derartigen 
Beschichtungen vor Korrosion, Oxidation oder Sulfi- 
dation geschutzt sein. Die Kontaktplatte selbst kann 
eine Federbronze wie Berilliumbronze aufweisen, die 
aufgrund ihrer elastischen Eigenschaften eine hohe 
Lebensdauer der Federkontakte ermoglicht. 
[0011] In einer Ausfuhrungsform der Erfindung kann 
der Modulbaustein fur jeden Auflenkontakt zwei von- 
einander isoliert in zwei Aussparungen angeordnete 
Kontaktplatten mit jeweils zwei Federkontakten auf- 
weisen, die beim Testen mit einem einzelnen Aufien- 
kontakt verbunden sind. Von diesen beiden struktu- 
rierten Kontaktplatten sind auf der Unterseite des 
Testsockels zwei Kontaktelemente angeordnet, die 
elektrisch voneinander isoliert mit den zwei zugehori- 
gen Federkontakten verbunden sind, wobei die eine 
Kontaktplatte uber ihren Federkontakt ein Pruf- oder 
Testsignal an den Aufienkontakt des zu testenden 
Bauteiles legt, wahrend die andere Kontaktplatte mit 
ihrem Federkontakt sicherstellt, dass das Prufsignal 



2/18 



DE 102 29 541 A1 2004.01.29 



an dem Aufienkontakt anliegt. Diese Struktur hat den 
Vorteil, dass wahrend des Testvorgangs das Anlie- 
gen der Prufsignale messtechnisch von dem jeweils 
zweiten Federkontakt eines Kontaktplattenpaares si- 
chergestellt wird womit die Zuverlassigkeit der Test- 
ergebnisse verbessert wird. 

[0012] Die mindestens eine Kontaktplatte weist ne- 
ben dem Kontaktabschnitt auch einen Federab- 
schnitt auf. Dieser Federabschnitt kann durch einen 
Spiralfederbogen realisiert werden, der sich an dem 
Kontaktabschnitt der Kontaktplatte anschliefct und 
dessen Federkrafte ebenfalls von dem Halteab- 
schnitt der Kontaktplatte aufgenommen werden. 
Dazu ist sowohl der Kontaktabschnitt als auch der 
Federabschnitt der Kontaktplatte in der strukturierten 
Aussparung der Tragerplatte mit einer Spielpassung 
eingebaut, die 0,2 bis 0,3 mm aufweist, urn eine ent- 
sprechende Kontaktfederauslenkung des Kontaktab- 
schnittes und damit des Federkontaktes zuzulassen. 
[0013] Anstelle des Spiralfederbogens kann auch 
eine Federspange vorgesehen werden. Eine derarti- 
ge Federspange hat den Vorteil, dass sie kompakter 
unter geringerem Platzbedarf auf den Aussparungen 
der Tragerplatte vorgesehen werden kann. Der Fe- 
derabschnitt kann anstelle einer Spange oder eines 
einzelnen Spiralbogens auch ein S-formiges Federe- 
lement aufweisen, das gegenuber einer Federspan- 
ge weicher nachfedert und somit eine geringere Fe- 
derkonstante aufweist. 

[0014] Zur Unterseite des Testsockels hin schlieftt 
sich an den Halteabschnitt mindestens ein aus dem 
Testsockel herausragendes Kontaktelement pro Kon- 
taktplatte an. Dieses Kontaktelement kann entweder 
starr von einem Teststift dargestellt sein oder elas- 
tisch durch eine Kontaktfeder, die mit dem Halteab- 
schnitt verbunden ist, realisiert werden. Wird das aus 
der Unterseite herausragende Kontaktelement durch 
eine Kontaktfeder dargestellt, so kann diese unmittel- 
bar durch ihren Federkontakt auf eine Prufplatte ein- 
wirken. Dazu kann die Kontaktfeder auf der Untersei- 
te des Testsockels als Spreizfeder ausgebildet sein 
und federelastisch von dem Halteabschnitt der Kon- 
taktplatte weggespreizt sein. Der Federdruck einer 
solchen Spreizfeder kann durch die Lange des Fe- 
derarms und durch den Querschnitt des Spreizfeder- 
materials den Erfordernissen eines Testsockels an- 
gepasst werden. Ein Vorteil dieser Anordnung ist es, 
dass die Signalwege von der Prufplatte durch die 
Kontaktfeder zu den auf der Oberseite des Testso- 
ckels herausragenden Federkontakten sehr kurz 
sind, so dass die Leitungsimpedanz aus Induktivita- 
ten und Kapazitaten vermindert wird. 
[0015] Bei einer federelastischen Verbindung zwi- 
schen Prufplatte und Kontaktfeder besteht jedoch 
kein Abstand zwischen Prufplatte und der Unterseite 
des Testsockels. Ein derartiger Abstand ist jedoch mit 
starren Teststiften realisierbar, so dass dafur gesorgt 
werden kann, dass die Prufplatte thermisch von der 
Unterseite des Testsockels, der den Testtemperatu- 
ren in der Testvorrichtung ausgesetzt ist, entkoppelt 



werden kann. 

[0016] Dazu weist jede Kontaktplatte ein aus der 
Unterseite herausragendes starres Kontaktelement 
als Teststift auf. Zur Rufnahme von zylindrischen 
Teststiften, die aus dem Testsockel herausragen, 
weist die Testvorrichtung eine Prufplatte mit Steck- 
buchsen auf. Diese Prufplatte kann in einem Abstand 
von der Unterseite des Testsockels angeordnet sein, 
wobei dieser Abstand von den zylindrischen Teststif- 
ten uberbruckt wird. Diese Testbuchsen weisen ana- 
log zu der Anordnung der zylindrischen Teststifte eine 
entsprechende Anordnung in der Prufplatte auf, so 
dass fur jeden Modulbaustein mindestens eine 
Steckbuchse in der Prufplatte vorhanden ist. 
[0017] Da der Modulbaustein auch paarweise ange- 
ordnete Federkontakte aufweisen kann, konnen auch 
mehrere Teststifte aus einem einzelnen Modulbau- 
stein herausragen. Es ist aufgrund des erfindungsge- 
maften Grundgedankens kein Problem, sechs und 
mehr parallel angeordnete Federkontakte auf einem 
Modulbaustein unterzubringen. Eine Ausfuhrungs- 
form mit sechs Federkontakten auf einem Modulbau- 
stein wird spater mit entsprechenden Figuren naher 
erlautert. 

[00 1 8] Wahrend der Halteabschnitt der Kontaktplat- 
te mehrere starre Kontaktelemente aufweist, die als 
Vierkantstifte aus der Unterseite des Testsockels he- 
rausragen, kann der Abstand zwischen der Untersei- 
te des Testsockels und einer Prufplatte durch zylind- 
rische Teststifte erreicht werden, die auf die Vierkant- 
stifte kraftschlussig steckbar sind. Somit konnen die 
Vierkantstifte, die aus dem Material und mit der Ma- 
terialstarke des Halteabschnitts hergestellt sind, 
durch die zylindrischen Teststifte beliebig verlangert 
werden. 

[0019] Die von den Halteabschnitten der Kontakt- 
platte gehaltenen und aus dem Testsockel herausra- 
genden Kontaktelemente der einzelnen Modulbau- 
steine sind versetzt zueinander angeordnet. Diese 
versetzte Anordnung ermoglicht eine groGere Durch- 
schlagsspannungsfestigkeit des Testsockels, insbe- 
sondere der Kontaktelemente. Diese Durchschlags- 
festigkeit fur die zueinander versetzt angeordneten 
Kontaktelemente soil 1 kV nicht unterschreiten. Der 
Querschnitt der Kontaktelemente ist dabei an den 
Querschnitt der Federkontakte, die mit den Aufcen- 
kontakten eines zu testenden Bauteils kontaktierbar 
sind, angepasst. Um Uberlastungen der Kontaktele- 
mente zu vermeiden, kann der Querschnitt der Kon- 
taktelement zwischen 10 und 30 % grower sein als 
der Querschnitt der Federkontakte. 
[0020] Auf der Unterseite des Testsockels konnen 
die Kontaktelemente, soweit sie als Kontaktfedern 
ausgebildet sind, unmittelbar mit einer Umverdrah- 
tungsstruktur fur eine Prufplatte oder auf einer Pruf- 
platte elektrisch verbunden sein. Wie bereits oben er- 
wahnt, werden dadurch die Signalwege verkurzt und 
somit die Leitungsimpedanz vermindert. Mit dem Um- 
verdrahtungsmuster einer Prufplatte konnen auch 
starre Kontaktelemente in Forn von zylindrischen 



3/18 



DE 102 29 541 A1 2004.01.29 



Teststiften in Verbindung gebracht werden, indern auf 
der PrLifplatte Steckbuchsen vorgesehen werden, die 
ihrerseits mit dem Umverdrahtungsmuster in elektri- 
scher Verbindung stehen. 

[0021] Jeder Modulbaustein der vorliegenden Erfin- 
dung weist eine Materialstarke zwischen 0,3 mm und 
1 mm auf. Mit dieser Materialstarke werden eng ne- 
beneinander liegende Federkontakte auf dem Test- 
sockel realisiert und damit kann ein Bauteil mit au- 
Gerst niedriger Schrittweite der Au&enkontakte mit 
Hilfe der erfindungsgemaften Testvorrichtung gepruft 
werden. Urn diese Materialstarke der Modulbaustei- 
ne zu erreichen weist auch die Tragerplatte eine Ge- 
samtmaterialstarke in der gleichen Grofcenordnung, 
namlich von 0,3 mm bis 1 mm, auf. Daruber hinaus 
weist die Tragerplatte eine minimale Materialstarke 
im Bereich der Aussparungen, in denen die Kontakt- 
platte unterzubringen ist, auf. Fur diese Bereiche 
weist die Tragerplatte eine minimale Materialstarke > 
0,05 mm auf. 

[0022] Der Minimalwert der Materialstarke der Tra- 
gerplatte wird im wesentlichen durch den Isolations- 
widerstand bestimmt, der durch die Tragerplatte zu 
erreichen ist. Als Material weist deshalb die Trager- 
platte Polyimid, Polyethylen, Polystyrol, Polytetraflu- 
orethylen oder ein Epoxidharz auf. Derartige Kunst- 
stoffe konnen, um die Stabilitat der Tragerplatte zu 
realisieren, durch keramische Fasern oder Glasfa- 
sern verstarkt sein. Die Materialstarke der Kontakt- 
platte, die in den Aussparungen der Isolationsplatte 
untergebracht ist, weist einen Wert von 0,05 bis 
0,750 mm auf und ist der Tiefe der entsprechenden 
Aussparungen angepasst. 

[0023] Um die Position des Halteabschnitts der 
Kontaktplatte in den Aussparungen der Tragerplatte 
zu sichern, kann die Kontaktplatte im Bereich des 
Halteabschnitts eine Passoffnung aufweisen, in die 
ein angepasster Vorsprung der Tragerplatte eingreift. 
Dieser angepasste Vorsprung kann die voile Starke 
der Tragerplatte aufweisen und damit verhindern, 
dass sich der Halteabschnitt der Kontaktplatte ge- 
genuber der Tragerplatte verschiebt. Diese Fixierung 
der Kontaktplatte im Bereich des Halteabschnitts ist 
deshalb entscheidend, weil der Halteabschnitt gleich- 
zeitig das Kontaktelement halt und somit die Krafte, 
die beim Einfuhren eines Teststiftes in die Steckbuch- 
sen der Prufplatte oder die Krafte, die beim Aufpres- 
sen von Kontaktfedern auf die Prufplatte aufzubrin- 
gen sind, aufnimmt . 

[0024] Anstelle einer Passoffnung im Bereich des 
Halteabschnitts der Kontaktplatte kann die Kontakt- 
platte auch eine Arretierfahne im Halteabschnitt auf- 
weisen, die in eine angepasste Aussparung der Tra- 
gerplatte eingreift. Eine derartige Arretierfahne hat 
den Vorteil, dass es den Querschnitt des Halteab- 
schnitts nicht schwacht, wie das durch eine Passoff- 
nung erfolgen konnte. Damit die Arretierfahne dafiir 
sorgt, dass die Kontaktierungskrafte fur die Kontakt- 
elemente von dem Halteabschnitt aufgefangen wer- 
den, ist die Arretierfahne parallel zur Unterseite des 



Testsockels in der angepassten Aussparung der Tra- 
gerplatte passgenau angeordnet. 
[0025] Um ein genaues Aufeinanderstapeln der Mo- 
dulbausteine zu erreichen, weist jeder Modulbaustein 
mindestens zwei Passoffnungen auf, durch welche 
Zentrierbolzen fuhren, die zwei Endstucke miteinan- 
der verbinden. Die Endstucke sind flachenkongruent 
an die Modulbausteine angepasst und konnen den 
Stapel aus Modulbausteinen zu einem Testsockel zu- 
sammenpressen. Dazu sind auch in den Endstucken 
entsprechende Passbohrungen vorgesehen, die von 
den Fuhrungs- oder Zentrierbolzen durchstofcen wer- 
den. Somit ergibt sich beim Aufbringen der Endstu- 
cke auf die Modulbausteine ein exakt positionierter 
Stapel aus Modulbausteinen zwischen den Endstu- 
cken, mit dem der Testsokkel fur die erfindungsgema- 
fie Testvorrichtung realisiert wird. Dazu kann eines 
der Eckstucke mit den Zentrierbolzen fest verbunden 
sein, wahrend das zweite Eckstuck uber Schraubver- 
bindungen die Modulbausteine in Position halt. 
[0026] Zum sicheren Positionieren und Andrucken 
des zu testenden Bauteils bei einzelnen Vortests ei- 
nes Testsockels konnen die Endstucke einen Rah- 
men tragen, derseinerseits eine Schwenkvorrichtung 
aufweist. Diese Schwenkvorrichtung fur einzelne 
Vortests eines Testsockels kann auf ein zu testendes 
Bauteil mit integrierter Schaltung unter Federkontakt- 
gabe zwischen den Aufcenkontakten des zu testen- 
den Bauteils und den Federkontakten der Modulbau- 
steine des Testsockels geschwenkt werden. Dazu 
weist die Schwenkvorrichtung einen Einsatz auf, wel- 
cher der Kontur des zu testenden Bauteils angepasst 
ist und in einer Verriegelungsposition der Testvorrich- 
tung das Bauteil mit seinen Aufienkontakten auf die 
Federkontakte des Testsockels presst. 
[0027] Um diese Verriegelungsposition zu halten 
und zu definieren, weist der Rahmen eine gegenuber 
der Schwenkvorrichtung liegende Schnappvorrich- 
tung auf. Mit dieser Schnappvorrichtung kann die 
Schwenkvorrichtung zur Fixierung des zu testenden 
Bauteils in Eingriff gebracht werden. Das hat den Vor- 
teil, dass der automatische Qualitats- und Funktions- 
test des elektronischen Bauteils in einer Verriege- 
lungsposition durchgefuhrt werden kann, ohne dass 
weitere Mafcnahrnen zum Zufiihren und Halten des 
Bauteils bei einzelnen Vortests des Testsokkels erfor- 
derlich sind. Ein derartiger Einsatz kann in vorteilhaf- 
ter Weise als Warmeubertrager konstruiert sein und 
das zu testende Bauelement in der Arretierposition je 
nach Testbedingungen kuhlen oder aufheizen. 
[0028] Die Schnappvorrichtung kann eine U-formi- 
ge Klinke aufweisen, mit der ein stabformiges Bedie- 
nelement der Schwenkvorrichtung in der Verriege- 
lungsposition der Testvorrichtung in Eingriff steht. 
Beim Verriegeln greift das stabformige Bedienele- 
ment der Schwenkvorrichtung in die U-formige Klinke 
der Schnappvorrichtung ein und der Einsatz der 
Schwenkvorrichtung druckt auf die Ruckseite des zu 
testenden Bauteils und presst damit die Auftenkon- 
takte des Bauteils auf die Federkontakte des Testso- 
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ckels. Somitwird eine zuverlassige und sichere Kon- 
taktgabe erreicht und ein entsprechend zuverlassiger 
Qualitats- und Funktionstest garantiert. 
[0029] Eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung 
sieht vor, dass die Testvorrichtung vier Endstucke 
und zwei Stapel aus Modulbausteinen aufweist. Je- 
der Stapel aus Modulbausteinen bildet dabei eine 
Testsockelhalfte. In der Testvorrichtung sind diese 
beiden Testsockelhalften einander gegenuberliegend 
angeordnet. Im Prinzip konnen auch acht Endstucke 
mit entsprechend vier Stapeln aus Modulbausteinen 
vorbereitet sein, wobei die Stapel aus Modulbaustei- 
nen lediglich jeweils ein Viertel eines Testsockels dar- 
stellen. In jedem Falle werden dann die vier Stapel in 
einem Quadrat gegenubergestellt und konnen somit 
integrierte Schaltungstypen mitquadratisch angeord- 
neten Auftenkontakten testen. 

[0030] Bei zwei Stapeln aus Modulbausteinen kon- 
nen die Testsockelhalften einander gegenuberlie- 
gend angeordnet sein und auf einer Grundplatte 
durch entsprechende Passschrauben, die durch die 
Endstucke gefuhrt werden, in Position gehalten sein. 
Damit ist der Vorteil verbunden, dass die erfindungs- 
gemafte Testvorrichtung mit ihrer Modulbauweise au- 
Gerst flexibel ist und an jeden unterschiedlichen 
Schaltungstyp angepasst werden kann. Auch die 
Zahl der Modulbausteine und damit die Zahl der Au- 
fcenkontakte eines zu testenden Bauteils werden 
durch diese Testvorrichtung in keiner Weise begrenzt 
oder vorgeschrieben. Vielmehr kann die Testvorrich- 
tung fur die unterschiedlichsten Schaltungstypen mit 
zwei Kontaktelementen bis zu mehreren Tausend 
Kontaktelementen ausgebaut werden. Dazu sind die 
Endstucke, die Zentrierbolzen und/oder die Pass- 
schrauben aus einem Chrom-Nickel-Stahl herge- 
stellt, da sich Bauteile aus derartigen Stahlen oxida- 
tionsfest und passgenau herstellen lassen. 
[0031] Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
der Aufbau und die Konstruktion der vorgeschlage- 
nen Testvorrichtung sich von heute kauflichen Test- 
vorrichtungen durch ihre Modularitat und ihre kurzen 
Signalwege unterscheidet. Bei der vorliegenden Er- 
findung ist der Sockel nicht aus einem Guss gefertigt, 
sonder pro Auftenanschluss oder pro Auftenan- 
schlusspaar ist er in Module gegliedert. Diese Module 
konnen beliebig in der Anzahl und Anordnung variiert 
werden, aneinandergereiht werden oder gegenuber- 
gestellt werden. Durch die kurzeren Signalwege auf- 
grund des Wegfalls von zusatzlichen Adapterleiter- 
platten werden verminderte Irnaginaranteile der Lei- 
tungsimpedanz in Bezug auf Induktivitat und Kapazi- 
tat erreicht. Durch den Wegfall einer Adapterleiter- 
platte sind hohere Versorgungsstrome beim Einsatz 
der Testvorrichtungen moglich, die mehr als 20 Am- 
pere betragen konnen. 

[0032] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfuh- 
rungsformen mit Bezug auf die beiliegenden Figuren 
naher erortert. 

[0033] Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht einer Testvorrichtung einer ersten Aus- 



fuhrungsform der Erfindung fur Einzeltests und Vor- 
tests eines Testsockels, 

[0034] Fig. 2 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht eines zu testenden Bauteils mit Fuh- 
rungsrahmen, 

[0035] Fig. 3 zeigt eine schematische auseinander- 
gezogene perspektivische Ansicht eines Testsockels 
einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung, 
[0036] Fig. 4 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht eines teilweisen Zusammenbaus des 
Testsockels der Fig. 3, 

[0037] Fig. 5 zeigt den vollstandigen Zusammen- 
bau des Testsockels der Fig. 3, 
[0038] Fig. 6 zeigt eine schematische auseinander- 
gezogene perspektivische Ansicht einer Testsockel- 
halfte einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung, 
[0039] Fig. 7 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht einer Testsockelhalfte mit Blick auf die 
Teststifte eines auf einem Eckstuck aufgelegten Mo- 
dulbausteins, 

[0040] Fig. 8 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht eines Eckstucks einer Testsockelhalfte 
mit Blick auf die Federkontakte von acht aufeinander- 
gestapelten Modulbausteinen. 

[0041] Fig. 9 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht einer Testvorrichtung einer vierten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung mit einem Testsockel fur 
Funktions-Testserien von Bauteilen integrierter 
Schaltungen, 

[0042] Fig. 10 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht von zwei Kontaktplatten mit zwei Feder- 
kontakten zum gemeinsamen Kontaktieren und Ver- 
binden eines einzelnen Auftenkontaktes eines Bau- 
teils mit Teststiften auf der Unterseite eines Testso- 
ckels, 

[0043] Fig. 11 zeigt eine schematische Seitenan- 
sicht eines Teils eines Modulbausteins mit Kontakt- 
platten, wie sie in Fig. 1 0 gezeigt werden, mit Teststif- 
ten zu einer Prufplatte, 

[0044] Fig. 12 zeigt eine schematische Seitenan- 
sicht einer Kontaktplatte, 

[0045] Fig. 13 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht von zwei Kontaktplatten zum gemeinsa- 
men Kontaktieren und Verbinden eines einzelnen Au- 
fcenkontaktes eines Bauteils mit Kontaktfedern auf 
der Unterseite des Testsockels, 
[0046] Fig. 14 zeigt eine schematische Seitenan- 
sicht eines Teils eines Modulbausteins mit Kontakt- 
platten, wie sie in Fig. 13 gezeigt werden, mit Kon- 
taktfedern zu einer Prufplatte. 

[0047] Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht einer Testvorrichtung 1 einer ersten 
Ausfuhrungsform der Erfindung fur Einzeltests und 
Vortests eines Testsockels. Mit dem Bezugszeichen 
2 wird ein Bauteil einer integrierten Schaltung ge- 
kennzeichnet. Das Bezugszeichen 3 kennzeichnet 
den Testsokkel, der in dieser Ausfuhrungsform der 
Erfindung aus zwei Testsockelhalften 321 und 322 
besteht. Das Bezugszeichen 5 kennzeichnet eine 
Vielzahl von Federkontakten auf dem Testsockel 3 
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und das Bezugszeichen 6 kennzeichnet die Aufien- 
kontakte des zu testenden Bauteils eines Schal- 
tungstyps. Das Bezugszeichen 7 kennzeichnet die 
einzelnen Aufcenkontaktpositionen, in denen jeweils 
ein Modulbaustein 8 angeordnet ist. Das Bezugszei- 
chen 18 kennzeichnet Endstucke, wobei diese Aus- 
fuhrungsform der Erfindung vier Endstucke umfasst, 
namlich 181, 182, 183 und 184, zwischen denen die 
Modulbausteine 8 angeordnet und passgenau einge- 
setzt sind. 

[0048] Die vier Endstucke 181, 182, 183 und 184 
tragen einen Rahmen 22, der mit vier Passschrauben 
341, 342, 343 und 344 mit den Endstucken verbun- 
den ist und die gleichzeitig die beiden Sokkelhalften 
321 und 322 auf einer Grundplatte 33 befestigen. 
[0049] Das Bezugszeichen 23 kennzeichnet eine 
Schwenkvorrichtung, die urn die Achse 40 schwenk- 
bar ist und ein stabformiges Bedienelement 37 auf- 
weist, mit dem die Schwenkvorrichtung 23 mit einer 
gegenuberliegend auf dem Rahmen 22 angeordne- 
ten Schnappvorrichtung 24 in Eingriff bringbar ist. Die 
Schnappvorrichtung 24 weist eine U-formige Klinke 
36 auf, in die das stabformige Bedienelement 37 ein- 
klinken kann. 

[0050] Das Bezugszeichen 38 kennzeichnet einen 
Einsatz in der Schwenkvorrichtung 23, der in einer 
Verriegelungsposition der Schwenkvorrichtung 23 
mit der Schnappvorrichtung 24 das Bauteil 2 mit sei- 
nen Auflenkontakten 6 auf die Federkontakte 5 der 
Modulbausteine 8 presst. 

[0051] Der in Fig. 1 gezeigte Rahmen 22 mit der 
Schwenkvorrichtung 23 und der Schnappvorrichtung 
24 ist nur fur Einzeltests sowie Funktionstests eines 
Testsockels 3 mit Musterbauteilen 2 von unterschied- 
lichen integrierten Schaltungstypen erforderlich. Fur 
den Serientest in einer automatischen Testvorrich- 
tung, die bei hohem Durchsatz an integrierten Schal- 
tungen bei niedrigen Temperaturen bis-50°C und bei 
hohen Temperaturen bis 150°C Funktionstests 
durchfuhrt, wird lediglich der Testsockel in die auto- 
matische Testvorrichtung eingespannt beziehungs- 
weise bei Schaltungstypwechsel, Wartungs- und In- 
standsetzungsarbeiten der Testsockel ausgewech- 
selt. Die Aufbauten auf dem Rahmen 22 sind dann 
nicht mehr erforderlich. 

[0052] Die Materialstarke D eines jeden der Modul- 
bausteine 8 liegt zwischen 0,3 mm und 1 mm, so 
dass der Testsockel 3 beziehungsweise die Testvor- 
richtung 1 in dieser Ausfuhrungsform ein Rastermaft 
fur die Auftenkontakte des elektronischen Bauteils 
von 0,3 bis 1 mm zum Testen aufnehmen kann. Die 
modulare Bauweise dieser Testvorrichtung 1 ermog- 
licht es, die Anzahl der Federkontakte auf der Ober- 
seite des Testsockels sowie die Schrittweite Oder das 
Rasterrnafi der Kontakte an die verschiedenen zu 
testenden Bauteile mit unterschiedlichen Schal- 
tungstypen anzupassen und eine breite Palette von 
Testsockeln fur unterschiedliche Bauteile zur Verfu- 
gung zu stellen. Dabei wird lediglich die Anzahl, Ma- 
terialdicke und Struktur der Modulbausteine 8 an den 



Schaltungstyp des jeweiligen Bauteils angepasst. 
[0053] Zum Testen kann das zu testende Bauteil auf 
den Testsockel 3 aufgesetzt werden. Danach wird die 
Schwenkvorrichtung urn die Achse 40 geschwenkt, 
so dass der Einsatz 38 der Schwenkvorrichtung auf 
das Bauteil 2 drucken kann, wahrend das Bedienele- 
ment 37 mit der Schnappvorrichtung 24 in Eingriff ge- 
bracht wird. Der Einsatz 38 kann dabei gleichzeitig 
als Warmeleiter ausgebildet sein, so dass eine inten- 
sive Kuhlung oder intensive Erwarrnung des zu tes- 
tenden Bauteils und des Testsockels wahrend der 
Testphase gewahrleistet werden kann. 
[0054] Andererseits konnen in den Modulbaustei- 
nen spezielle Federkontakte vorgesehen werden, 
welche die Ruckseite des elektronischen Bauteils 
kontaktieren, urn den Isolationswiderstand des Bau- 
teilgehauses zu den Aufcenkontakten zu prufen. 
Schlieftlich kann in dieser Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung die Testvorrichtung so gestaltet werden, dass 
ein Isolationswiederstandstestblock 41 zwischen den 
beiden Testsockelhalften 321 und 322 angeordnet 
wird, der die Ruckseite des zu testenden elektroni- 
schen Bauteils wahrend der Testphase kontaktiert. 
[0055] Fig. 2 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht eines zu testenden Bauteils mit Fuh- 
rungsrahmen. Komponenten mitgleichen Funktionen 
wie in Fig. 1 werden mitgleichen Bezugszeichen ge- 
kennzeichnet und nicht extra erortert. Dieses elektro- 
nische Bauteil 2 eines integrierten Schaltkreises 
weist lediglich sechs Auftenkontakte 6 auf. Aufgrund 
der minimalen Grofte dieses Bauteils ist ein Fuh- 
rungsrahmen 39 vorgesehen, in den das elektroni- 
sche Bauteil 2 zur Erleichterung der Handhabung vor 
dem Test eingelegt werden kann. Der Fuhrungsrah- 
men 39 weist zwei Zentrierbolzen 42 auf, die passge- 
nau in entsprechende Zentrierbohrungen der Endstu- 
cke eines Testsockels eingefuhrt werden konnen. 
[0056] Fig. 3 zeigt eine schematische auseinander- 
gezogene perspektivische Ansicht eines Testsockels 
3 einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den 
Fig. 1 und 2 werden mit gleichen Bezugszeichen ge- 
kennzeichnet und nicht extra erortert. 
[0057] Der Testsockel 3 wird durch zwei Eckstucke 
181 und 182 zusammengehalten. Dazu stehen aus 
dem Eckstuck 181 vier Zentrierbolzen 17 heraus, die 
mit Passoffnungen 16 der Modulbausteine 8 zusam- 
menwirken und eine genaue Positionierung und Sta- 
pelung der Modulbausteine 8 auf dem Eckstuck 181 
gewahrleisten. Das zweite Eckstuck 182 weist ent- 
sprechende Passoffnungen 16 auf und kann fur den 
Zusammenbau des Testsockels 3 auf die Zentrierbol- 
zen 17 des Eckstuckes 181 geschoben werden. 
[0058] Zur Fixierung der beiden Eckstucke mit den 
dazwischenliegenden oder dazwischen angeordne- 
ten Modulbausteinen 8 sind auf den Fuhrungsbolzen 
17 an ihren freistehenden Enden Ringnuten vorgese- 
hen, uber die nach der Stapelung von Modulbaustei- 
nen 8 und zweitem Eckstuck 182 Spreizfederschei- 
ben zur Arretierung und Fixierung geschoben werden 
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konnen. Aufierdem weisen die Eckstucke 181 und 
182 Zentrierbohrungen 43 auf, in die zum Testen der 
Fuhrungsrahmen 39 mit seinen Zentrierbolzen 42 
zum Testen des vom Fuhrungsrahmen 39 gehalte- 
nen elektronischen Bauteils 2 eingefuhrt werden 
kann. Entsprechend der sechs paarweise angeord- 
neten Aufcenkontakte 6 des elektronischen Bauteils 2 
sind drei Modulbausteine fur jedes der drei Paare von 
Aufcenkontakten 6 vorgesehen. 
[0059] In Fig. 3 werden drei unterschiedlich kon- 
struierte Modulbausteine 81, 82 und 83 dargestellt. 
Zum Testen des elektronischen Bauteils 2 werden 
entweder drei Modulbausteine des Typs 81 oder drei 
Modulbausteine des Typs 82 oder drei Modulbaustei- 
ne des Typs 83 eingesetzt. Von dem Modulbaustein 
81 sind lediglichdie Hauptfunktionstrager des Modul- 
bausteins dargestellt. Dieses sind einmal die Feder- 
kontaktspitzen 5, die aus dem Modulbaustein ange- 
passtan die Schrittweite der Auftenkontakte und den 
Abstand von zwei Aufcenkontakten eines Aufienkon- 
taktpaares des Bauteils angeordnet sind und aus 
dem Modulbaustein 81 federelastisch herausragen. 
Zum anderen sind es die Vierkantstifte 49, die als 
Kontaktelernente 4 der Unterseite des Testsockels 3 
mit den Federkontakten 5 der Oberseite des Testso- 
ckels 3 elektrisch verbunden sind und starr nach un- 
ten aus dem Modulbauteil 81 zum Einsatz in die Pruf- 
platte 47 herausragen. Und schliefilich sind mit dem 
Modulbaustein 81 die Lage und Grofte der Passoff- 
nungen 60 gekennzeichnet, die mit den Zentrierbol- 
zen 17 des Endstuckes 181 zusammenwirken. 
[0060] Mit dem Modulbaustein 82 der Fig. 3 wird die 
Verbindung zwischen den starren Vierkantstiften 49 
und den elastischen Federkontakten 5 dargestellt. 
Diese Verbindung zwischen den Vierkantstiften 49 
und den Federkontakten 5 wird im wesentlichen 
durch eine Kontaktplatte 15 erreicht, wobei jeder der 
Vierkantstifte 49 mit einer derartigen Kontaktplatte 15 
verbunden ist, die aus drei Abschnitten besteht, ei- 
nem Halteabschnitt 14, der den Vierkantstift 49 halt 
und mit einem Federabschnitt 13 verbunden ist, wo- 
bei der Federabschnitt 13 in einen Kontaktabschnitt 
12 ubergeht, der an seinem freien Ende den Feder- 
kontakt 5 aufweist. Der Federabschnitt 13 bewirkt 
eine Federkraft der Federkontakte 5 auf einen Au- 
fienkontakt eines elektronischen Bauteils von 38 bis 
50 g. Dazu wird eine Kontaktplatte eingesetzt, die 
eine Federbronze, wie Berilliumbronze, aufweist. 
[0061] Wahrend der Halteabschnitt 14 in einer Aus- 
sparung einer Tragerplatte 8 passgenau angeordnet 
ist, ist fur den Federabschnitt 13 eine Spielpassung in 
der Aussparung der Tragerplatte 10 vorgesehen, so 
dass der Federkontakt zwischen 0,2 und 0,3 mm fe- 
dernd nachgeben kann. In dieser Ausfuhrungsform 
des Modulbausteins 82 ist der Federabschnitt 13 der 
Kontaktplatte 15 als Spiralfederbogen ausgebildet, 
an den sich ein relativ steifer Arm 44 anschliefct, der 
den Federkontakt 5 tragt. Fur jeden der Auftenkon- 
takte 6 des elektronischen Bauteils sind zwei Feder- 
kontakte 5 vorgesehen, urn eine sichere Kontaktie- 



rung zu ermoglichen. Die Spitze des Federkontaktes 
ist mit einem Edelmetall wie Gold beschichtet, urn 
den Kontaktwiderstand zu minimieren und sicherzu- 
stellen, dass der Federkontakt weder erodiert noch 
oxidiert. Jedoch verschmutzen die Federkontakte 
durch Migration der Metalle wie Zinn und Blei der zu 
testenden Auftenkontakte. 

[0062] Der Halteabschnitt 14 der Kontaktplatte 15, 
der in den Vierkantstift 49 ubergeht, welcher aus der 
Tragerplatte 10 herausragt, ist gegen Verschieben 
zusatzlich durch eine Passoffnung 25 gesichert. In 
diese Passoffnung 25 ragt ein angepasster Vor- 
sprung 26 der Tragerplatte hinein, wodurch ein Ver- 
schieben der Kontaktplatte beim Einfuhren der Vier- 
kantstifte 49 in entsprechende Steckbuchsen 20 der 
Prufplatte 47 verhindert wird. Die Dicke D des Modul- 
bausteins 82 entspricht der Dicke D der isolierenden 
Tragerplatte 10. 

[0063] Eine dritte Ausfuhrungsform eines Modul- 
bausteins 8 wird mit dem Modulbaustein 83 gezeigt, 
der neben den bereits erlauterten Kontaktplatten des 
Modulbausteins 82 zwei weitere Kontaktplatten auf- 
weist. Diese Kontaktplatten sorgen fur zwei zusatzli- 
che Federkontakte, die beispielsweise zur Isolations- 
widerstandsmessung gegen den Boden des elektro- 
nischen Bauteils 2 drucken konnen. Die Federkraft 
dieser zentralen Federkontakte 5 wird durch eine Fe- 
derspange 30 im Federabschnitt 13 der Kontaktplatte 
15 aufgebracht. Anstelle einer Federspange kann 
auch S-formiges Federelement 50 eingesetzt wer- 
den, wie es in Fig. 12 gezeigt wird. 
[0064] Eine derartige Federspange hat gegenuber 
einem Spiralbogen 29 den Vorteil einer kompakteren 
Bauweise und kann mit einer grofteren Federkons- 
tanten ausgestattet werden, so dass ein hoherer Fe- 
derdruck auf die Unterseite des zu testenden elektro- 
nischen Bauteils ausgeubt wird. Die Kontaktplatte 15 
dieser mit Federspangen 30 ausgestatteten Kontakt- 
platte weisen ebenfalls drei Abschnitte auf, namlich 
einen Kontaktabschnitt 12, dessen Ende den Feder- 
kontakt 5 bildet, einen Federabschnitt 13 mit der Fe- 
derspange 30 und eine Halteabschnitt 14, der das 
Kontaktelement 4 fixiert. Bei dem Zusammenbau der 
einzelnen Modulbausteine 8 mit den Eckstucken 18 
zu einem Testsockel 3 konnen die drei Modulbaustei- 
ne 81, 82 und 83 auch gemischt eingesetzt werden, 
je nach Anforderung an das Testverfahren. Die Kon- 
taktelernente 4 in Form von Vierkantstiften 49 sind 
von Modulbaustein 8 zu Modulbaustein 8 versetzt an- 
geordnet, um eine ausreichende Spannungsfestig- 
keit zwischen den Kontaktelementen zu gewahrleis- 
ten. Entsprechend sind die Steckbuchsen 35 auf der 
Prufplatte 47 zur Aufnahme des zusammengebauten 
Testsockels 3 entsprechend versetzt angeordnet. 
[0065] Fig. 4 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht eines teilweisen Zusammenbaus des 
Testsockels der Fig. 3. Komponenten mit gleichen 
Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren wer- 
den mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und 
nicht extra erortert. 



7/18 



DE 102 29 541 A1 2004.01.29 



[0066] Fur den in Fig. 4 teilweise zusammengesetz- 
ten Testsockel wurden drei Modulbausteine 82, wie 
sie in Fig. 2 gezeigt werden, zusammengesetzt. Der 
Unterschied zwischen den einzelnen Modulbaustei- 
nen besteht lediglich darin, dass die Vierkantstifte 49 
von Modulbaustein 8 zu Modulbaustein 8 zur Erho- 
hung der Spannungsfestigkeit versetzt angeordnet 
sind. Die drei Modulbausteine 82 sind auf die Zen- 
trierbolzen 1 7 des Endstuckes 1 81 passgenau aufge- 
setzt und bilden paarweise angeordnete Federkon- 
takte 5, die dem zu testenden Bauteil 2 in ihrer An- 
zahl und ihrer Schrittweite angepaflt sind. 
[0067] Fig. 5 zeigt den vollstandigen Zusammen- 
bau des Testsockels 3 der Fig. 3. Komponenten mit 
gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Fi- 
guren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra erortert. Durch Einbringen 
oder Andrucken der Kontaktelemente 4, die in den 
Fig. 3, 4, 6 bis 14 gezeigt werden, in die Steckbuch- 
sen der Prufplatte 47 beziehungsweise durch Andru- 
cken der Kontaktelemente auf Umverdrahtungsstruk- 
turen der Prufplatte 47 wird der Testsockel mit Leiter- 
bahnen der Prufplatte 47 verbunden und es konnen 
an die Prufplatte 47 entsprechende Testgerate ange- 
schlossen werden. 

[0068] Fig. 6 zeigt eine schematische auseinander- 
gezogene perspektivische Ansicht einer Testsockel- 
halfte 32 einer dritten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in 
den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen 
Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra eror- 
tert. 

[0069] Diese Testsockelhalfte weist insgesamt 
zwanzig Modulbausteine 8 auf, die mit Hilfe der Zen- 
trierbolzen 17 uber Schraubverbindungen 19 gesta- 
pelt und zusammengehalten werden konnen. Die 
Kontaktplatte 15 ist im Bereich des Halteabschnitts 
14 unterschiedlich zur Ausfuhrungsform der Fig. 3 
gestaltet. Der Halteabschnitt 14 wird namlich in die- 
ser Ausfuhrungsform nicht durch Passoffnungen im 
Halteabschnitt selbst in der strukturierten Ausspa- 
rung 11 der isolierenden Tragerplatte 10 gehalten, 
sondern durch eine Arretierungsfahne 27 des Halte- 
abschnitts 14, die in eine angepasste Aussparung 28 
der Tragerplatte 10 eingreift. Die Tragerplatte 10 
kann aus Polyimid, Polyethylen, Polypropylen, Poly- 
tetrafluorethylen und/oder einem Epoxidharz herge- 
stellt sein, wobei zur Erhohung ihrer Stabilitat eine 
Verstarkung durch keramische oder durch Glasfa- 
sern vorgesehen werden kann. 
[0070] Der Federabschnitt 13 der Kontaktplatte ist 
wiederum ein Spiralfederbogen, der uber den starren 
Arm 44 mit dem Federkontakt 5 verbunden ist. Die 
Materialstarke D der Tragerplatte entspricht der Ma- 
terialstarke der Modulbausteine 8 und liegt zwischen 
0,3 und 1 mm. Im Bereich der strukturierten Ausspa- 
rung 11 ist die Tragerplatte auf eine Materialstarke 
von bis zu 0,05 mm abgearbeitet worden, um die 
Kontaktplatte 15 in der Aussparung unterzubringen. 
Die minimale Materialstarke im Bereich der Ausspa- 



rung von 0,05 ist derart gewahlt, dass noch eine si- 
chere Isolierung zu den benachbarten Kontaktplatten 
durch die Tragerplatte gewahrleistet ist. Die in Fig. 6 
gezeigte Testsockelhalfte 32 mit einem Stapel 31 aus 
Modulbausteinen 8 kann auch als Testsockelviertel 
eingesetzt werden fur Bauteile, die nicht nur an zwei 
Seitenkanten Auftenkontakte aufweisen, sondern auf 
alien vier Kanten des elektronischen Bauteils Aufcen- 
kontakte aufweisen. 

[0071] Fig. 7 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht einer Testsockelhalfte 32 mit Blick auf 
die Kontaktelemente 4 eines auf ein Eckstuck 18 auf- 
gelegten Modulbausteins 8. Komponenten mit glei- 
chen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet 
und nicht extra erortert. 

[0072] Das Eckstuck 18 weist zwei Zentrierbolzen 
17 auf, auf die der Modulbaustein 8 passgenau ge- 
steckt werden kann. Die aus dem Modulbaustein he- 
rausragenden Kontaktelemente 4 werden durch den 
Halteabschnitt 14 gehalten und vor einem Verschie- 
ben durch eine Arretierungsfahne 27, die passgenau 
in einer Aussparung 28 angeordnet ist, fixiert. Wah- 
rend der Halteabschnitt 14 somit lokal festgelegt ist, 
kann der Federabschnitt 13, der aus einem Spiralbo- 
gen besteht, aufgrund einer entsprechenden Spiel- 
passung verformt werden. Durch diese Spielpassung 
des Federabschnitts ist es moglich, dass der nach 
aufien herausragende Federkontakt 5, auf den der 
Auftenkontakt des zu testenden elektronischen Bau- 
teils mit integrierter Schaltung aufzulegen ist, federe- 
lastisch nachgibt. Die Restmaterialstarke d der isolie- 
rende Tragerplatte 10 des Modulbausteins 8 ist im 
Bereich der strukturierten Aussparungen 11 grower 
als 0,05 mm. 

[0073] Fig. 8 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht eines Endstucks 18 einer Testsockel- 
halfte 32 mit Blick auf die Federkontakte von acht auf- 
einandergestapelten Modulbausteinen 8. Kompo- 
nenten mit gleichen Funktionen wie in den vorherge- 
henden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen 
gekennzeichnet und nicht extra erortert. 
[0074] Die Fig. 8 zeigt eine dichte Packung von Mo- 
dulbausteinen und damit eine dichte Packung von 
Federkontakten 5, die um 0,2 bis 0,3 mm aus dem je- 
weiligen Modulbaustein herausragen. Dieser heraus- 
ragende Abschnitt entspricht der Spielpassung, die 
der Kontaktabschnitt und der Federabschnitt der 
Kontaktplatte 15 in der Aussparung 11 der isolieren- 
den Tragerplatte 10 aufweist. Der Halteabschnitt ist 
ahnlich geformt und fixiert durch eine Arretierungs- 
fahne 27, wie in den Fig. 7 und 6. Mit Fig. 8 wird die 
Flexibilitat des erfindungsgemafien Testsockels ge- 
zeigt und die Stapelfahigkeit der Modulbausteine 8 
demonstriert. Die Federelemente konnen aus Feder- 
bronze wie Berilliumbronze hergestellt sein, die sich 
als zuverlassiger Werkstoff fur dauerelastische Ein- 
satze bewahrt hat. Um eine Kontaktgabe der Feder- 
kontakte 5 zu sichern, ist die Oberflache der Feder- 
kontakte in dem Kontaktbereich zu den Aufcenkon- 
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takten eines zu testenden Bauteiles mit einer Edel- 
metallbeschichtung versehen. 

[0075] Fig. 9 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht einer Testvorrichtung einer vierten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung mit einem Testsockel 3 
fur Funktions-Testserien von Bauteilen 2 integrierter 
Schaltungen. Komponenten mit gleichen Funktionen 
wie in den vorhergehenden Figuren werden mit glei- 
chen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra 
erortert. 

[0076] Die vierte Ausfuhrungsform der Erfindung 
unterscheidet sich von den ersten drei Ausfuhrungs- 
formen der Erfindung dadurch, dass die beiden End- 
stucke 18, die den Stapel 31 aus Modulbausteinen 8 
zusammenhalten, im zusammengebauten Zustand in 
einen Gehauserahmen 20 einsetzbar sind, der zur 
Aufnahme der Endstucke 18 mit den Modulbaustei- 
nen 8 eine Aussparung 21 in dem Gehauserahmen 
20 aufweist. 

[0077] Ein weiterer Unterschied besteht in der au- 
Geren Kontur der Modulbausteine 8. Wahrend die 
Oberseite des Modulbaustapels in den ersten drei 
Ausfuhrungsformen eine mittige Vertiefung aufweist, 
in der ein zu testendes Bauelement platziert werden 
kann, ist in dieser vierten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung ein glatter oberer Rand vorgesehen, aus dem 
die Federkontakte 5 herausragen, so dass ein zu tes- 
tendes elektronisches Bauteil 2 nicht in eine Mulde 
einzusetzen ist, sondern einfach flach auf den Test- 
sockel a ufgesetzt werden kann. Dies hat den Vorteil, 
dass eine schneller Wechsel beim automatischen 
Platzieren der zu testenden Bauteile bei Serienfunk- 
tionstest erfolgen kann und somit die Testkosten ver- 
mindert werden. 

[0078] Ein weiterer Unterschied dieser vierten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung gegenuber den vorher- 
gehenden Ausfuhrungsformen besteht darin, dass 
die Prufplatte 47 beabstandet von der Unterseite 51 
des Stapels 31 von Modulbausteinen angeordnet ist, 
wobei Abstandshalter 53 einen definierten Abstand 
sichern . Mit diesem Abstand zwischen der Unterseite 
des Testsockels und der Oberseite der Prufplatte 47 
wird gewahrleistet, dass der Testsockel 3, der mit ex- 
tremen Temperaturen bei Serientests in einer auto- 
matischen Testvorrichtung belastet wird, thermisch 
von der Prufplatte entkoppelt ist. Die Vierkantstifte 
49, wie sie in den vorhergehenden drei Ausfuhrungs- 
formen dargestellt werden, werden fur die vierte Aus- 
fuhrungsform, die in Fig. 9 gezeigt wird, durch Test- 
stifte 9 verlangert, so dass sie einerseits den entste- 
henden Abstand durch die Abstandshalter 53 uber- 
brucken konnen und andererseits in den Steckbuch- 
sen 35 der Prufplatte 47 eingefuhrt werden konnen. 
[0079] Weitere Details dieser vierten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung werden mit den Fig. 10 bis 1 4 er- 
lautert. Diese Figuren zeigen insbesondere Unter- 
schiede in der Strukturierung und Gestaltung der 
Kontaktplatten 15 und der Kontaktelemente 4, die 
einmal in starrer Form als Stifte 9 ausgefuhrt sein 
konnen, wie es in den Fig. 9 bis 12 gezeigt ist, oder 



als Kontaktfeder 45, wie es in den Fig. 13 und 14 ge- 
zeigt wird. 

[0080] Fig. 10 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht von zwei Kontaktplatten mitzwei Feder- 
kontakten 5 zum gemeinsamen Kontaktieren und 
Verbinden eines einzelnen AuGenkontaktes eines 
Bauteils mit Teststiften 9 auf der Unterseite eines 
Testsockels. Komponenten mit gleichen Funktionen 
wie in den vorhergehenden Figuren werden mit glei- 
chen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra 
erortert. 

[0081] Bei dieser vierten Ausfuhrungsform der Er- 
findung sind zwei Kontaktplatten 15 derart benach- 
bart angebracht, dass sie mit ihren Federkontakten 5 
gleichzeitig einen Aufcenkontakt eines elektronischen 
Bauteils kontaktieren konnen. Der Spiralbogen 29 
des Federabschnitts 13 wird im Halteabschnitt 14 von 
einer parallel zur Unterkante des Testsockels ange- 
ordneten Arretierungsfahne 27 gehalten. Der Feder- 
abschnitt 12, der in seiner Ausrichtung durch die Ar- 
retierungsfahne 27 gehalten wird, geht uber in einen 
Kontaktabschnitt 12, der nach aufcen die Federkon- 
takte 5 aufweist und innerhalb der Aussparung einer 
Isolierplatte Federarme 44 aufweist, die einen grofce- 
ren Querschnitt besitzen als der Querschnitt der Spi- 
ralbogenteile des Federabschnitts. Die Arretierungs- 
fahne 27 liefert in der angepassten nicht gezeigten 
Aussparung einer isolierenden Tragerplatte das Wi- 
derlager fur den Federabschnitt und gleichzeitig halt 
sie den Halteabschnitt bereit, von dem aus Vierkant- 
stifte 49 aus der Unterseite des Testsockels heraus- 
ragen und einen viereckigen Querschnitt aufweisen. 
Zur Verlangerung dieser viereckigen Querschnitte 
wird auf den Vierkantstift 49 eine zylindrische Hulse 
52 kraftschlussig aufgepresst, so dass der Teststift 9 
den starren Vierkantstift 49 der Arretierungsfahne 27 
verlangert. 

[0082] Jede Arretierungsfahne 27 kann in dieser 
Ausfuhrungsform der Erfindung sieben Vierkantstifte 
49 aufweisen, wobei in dieser Ausfuhrungsform nach 
Fig. 10 lediglich eine Position der rnoglichen sieben 
Positionen mit einem Vierkantstift 49 versehen ist. 
Und die anderen 6 Vierkantstifte wahlweise entfernt 
sind. 

[0083] Fig. 11 zeigt eine schematische Seitenan- 
sicht eines Teils eines Modulbausteins 8 mit Kontakt- 
platte 15, wie sie in Fig. 10 gezeigt wird, mit Teststif- 
ten 9 zu einer Prufplatte 47. Komponenten mit glei- 
chen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet 
und nicht extra erortert. 

[0084] In diesem Ausfuhrungsbeispiel sind wieder 
zwei Kontaktplatten fur einen Aufienkontakt 6 in einer 
AuGenkontaktposition 7 vorgesehen. Der Aufienkon- 
takt 6 ist hier mit zwei Federkontakten 5 von zwei 
voneinander isolierten Kontaktplatten 15 versehen, 
so dass eine der Kontaktplatten ein Testsignal zur 
Verfiigung stellt, wahrend die andere Kontaktplatte 
uberpruft, ob das Testsignal am Aufcenkontakt 6 an- 
steht. Von den vier Vierkantkontakten 49, die jeder 



9/18 



DE 102 29 541 A1 2004.01.29 



Kontaktplatte dieses Ausfuhrungsbeispiels zur Verfu- 
gung stehen, sind lediglich jeweils zwei durch Test- 
stifte 9 verlangert, so dass sie die Testbuchsen 35 der 
Prufplatte 47 in einem Abstand a von der Unterseite 
51 des Testsockels 3 erreichen. Dieser Abstand a 
dient der thermischen Entkopplung von Prufplatte 
und Unterkante Stecksockel. Die Unterseite des 
Testsockels 51 kann zusatzlich einen thermische Iso- 
lierschicht beispielsweise aus Styropor aufweisen. 
Umverdrahtungsleitungen 55 einer Umverdrahtungs- 
struktur konnen die Unterseite der Prufplatte bilden, 
um Signale an die Teststifte 9 heranzufuhren. 
[0085] Fig. 12 zeigt eine schematische Seitenan- 
sicht einer Kontaktplatte. Komponenten mit gleichen 
Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren wer- 
den mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und 
nicht extra erortert. 

[0086] Die Kontaktplatte 15 hat als Federabschnitt 
13 ein S-formiges Federelement. Dieses S-formige 
Federelement kann kompakter als eine Federstange 
dargestellt werden und wird von einer Arretierungs- 
fahne 27 in Position in einer Aussparung einer isolie- 
renden Tragerplatte gehalten. Die Kontaktelemente 4 
sind in dieser Ausfuhrungsform der Erfindung Vier- 
kantstifte 49, die in eine zylindrische Hulse eines 
Teststiftes 9, der in Fig. 10 gezeigt wird, eingefuhrt 
und darnit verlangert werden kann. Derartige S-formi- 
ge Federelemente werden vorzugsweise zur Kontak- 
tierung der Unterseite des zu testenden elektroni- 
schen Bauteils eingesetzt, um dadurch den Isolati- 
onswiderstand zwischen dem Bodenbereich eines 
elektronischen Bauteils und den unterschiedlichen 
Aufcenkontakten festzustellen. Dazu druckt das 
S-formige Federelement mit seinem Federkontakt 5 
gegen die Unterseite des zu testenden elektroni- 
schen Bauteils. 

[0087] Fig. 13 zeigt eine schematische perspektivi- 
sche Ansicht von zwei Kontaktplatten 15 zum ge- 
meinsamen Kontaktieren und Verbinden eines ein- 
zelnen Aufcenkontaktes eines Bauteils mit Kontaktfe- 
dern 45 auf der Unterseite eines Testsockels. Kom- 
ponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorher- 
gehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszei- 
chen gekennzeichnet und nicht extra erortert. 
[0088] Die Kontaktfedern 45 ragen aus der Unter- 
seite eines Testsokkels heraus und sind in dieser 
Ausfuhrungsform der Erfindung als Spreizfedern 46 
ausgebildet, die sich von einer Arretierungsfahne 27 
des Halteabschnitts 14 der Kontaktplatte 15 erstre- 
cken. Diese Kontaktfedern 45 konnen unmittelbar auf 
eine Metallstruktur einer Prufplatte 47 zur Kontaktie- 
rung einer Umverdrahtungsstruktur 56 gepresst wer- 
den. 

[0089] Fig. 14 zeigt eine schematische Seitenan- 
sicht eines Teils eines Modulbausteins 8 mit Kontakt- 
platten 15, wie sie in Fig. 13 gezeigt werden, mit Kon- 
taktfedern 45 zu einer Prufplatte 47. Komponenten 
mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden 
Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra erortert. 



[0090] In diesern Ausfuhrungsbeispiel sind wieder 
zwei Kontaktplatten fur einen AuGenkontakt 6 in einer 
Aufienkontaktposition 7 eines zu testenden Bauteils 
2 vorgesehen. Der Aufcenkontakt 6 ist hier mit zwei 
Federkontakten 5 von zwei voneinander isolierten 
Kontaktplatten 15 in Kontakt, so dass eine der Kon- 
taktplatten ein Testsignal zur Verfugung stellt, wah- 
rend die andere Kontaktplatte uberpruft, ob das Test- 
signal am Auftenkontakt 6 ansteht. Anstelle der in 
Fig. 11 gezeigten Vierkantkontakte weist jede der 
Kontaktplatten 15 eine Kontaktfeder 45 auf, die un- 
mittelbar auf eine Umverdrahtungsleitung einer Pruf- 
platte 47 gepresst wird, so dass sich die Signalwege 
verkurzen. 



Bezugszeichenliste 



A 
1 


Testvorrichtung 


o 
z. 


DdUlcll 


o 
o 


1 /\pfor\/^l/Q 1 


A 


rxonia Kieiemeni 


E 

O 


i cUci l\v_Jl lldlxl 


e 

D 


A i i (1 q n lct^\ n to Lfto oinoc Qr*hQ Iti innch/nc 
/-VUIocill\vJl lLdl\Lc tJIflfcJo OUI Id ILUl lLjoLy pb 


7 
l 


/-\Ulocii lr\vJi 1 LdKipUcjIllLH 1 


ft 
o 


h/l/^H i 1 1 ha 1 1 ctp i n 
1 V IUU U 1 Uct Uo LCI 1 1 


Q 


1 fclololl 1 L 


a n 
I u 


isonerenae i ragerpiaiie 


A A 
\ \ 


strukturierte Aussparung 


1 z 


r\onia KiaDscnnin 


A 1 


Federabschnitt 


A A 

1 4- 


Halteabschnitt 


A a 


Konta ktplatte 


A C 
1 D 


Passoffnungen 


A 7 
1 1 


Zentrierbolzen 


1 ft 


Ci l(Jc>lUUr\t; 


A Q 


Schraubverbindung 


Oft 

Zu 


Gehauserahmen 


OA 

Zl 


Aussparung im Gehauserahmen 


22 


Rahnnpn 

ixdl II 1 ICI 1 


23 


Schwenkvorrichtung 


24 


Schnappvorrichtung 


25 


Passoffnung im Halteabschnitt 


26 


Vorsprung 


27 


Arretierungsfahne 


28 


angepasste Aussparung 


29 


Spiralbogen 


30 


Federspange 


31 


Stapel 


32 


Testsockelhalfte 


33 


Grundplatte 


34 


Passschraube durch Eckstucke 


35 


Steckbuchsen 


36 


Klinke 


37 


Bedienelement 


38 


Einsatz 


39 


Fuhrungsrahmen 


40 


Achse 


41 


Isolationswiderstands-Testblock 


42 


Zentrierbolzen - 


43 


Zentrierbohrung 



10/18 



DE 102 29 541 A1 2004.01.29 



44 Arm 

45 Kontaktfeder auf der Unterseite des Testso- 
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taktelement 

46 Spreizfeder auf der Unterseite des Testso- 
ckels 

47 Prufplatte 

48 Oberseite des Testsockels 

49 Vierkantstift 

50 S-formiges Federelernent 

51 Unterseite des Testsockels 

52 zylindrische Hulse 

53 Abstandshalter 
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55 Umverdrahtungsleitung 
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342, 
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D Materialstarke des Modulbauteils 
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der Ausspa 

rungen 

Patentanspruche 

1. Testvorrichtung fur Bauteile (2) integrierter 
Schaltungen mit einem Testsockel (3), aus dem Kon- 
taktelernente (4) auf einer Unterseite des Testsockels 
herausragen und mit Federkontakten (5), die aus ei- 
ner der Unterseite des Testsockels gegenuberliegen- 
den Oberseite des Testsockels herausragen und mit 
den Auftenkontakten (6) eines zu testenden integrier- 
ten Schaltungstyps elektrisch kontaktierbar sind, wo- 
bei fur jede Auftenkontaktposition (7) des Schal- 
tungstyps ein Modulbaustein (8) mit mindestens ei- 
ner elektrisch leitenden Kontaktplatte (15) und mit ei- 
ner isolierenden Tragerplatte (10) vorgesehen ist, 
wobei die Kontaktplatte (15) in einer strukturierten 
Aussparung (11) der Tragerplatte (10) angeordnet ist 
und wobei die Kontaktplatte mindestens einen Kon- 
taktabschnitt (12), einen Federabschnitt (13) und ei- 
nen Halteabschnitt (14) mit mindestens einem der 
aus der Unterseite des Testsockels (3) herausragen- 
den Kontaktelemente (4) halt und wobei alle Modul- 
bausteine (8) fur den vorgegebenen integrierten 
Schaltungstyp zu dem Testsockel (3) aus mindestens 
einem Stapel von Modulbausteinen (8) zusammen- 
gebaut sind. 

2. Testvorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 



kennzeichnet, dass der Modulbaustein (8) fur jede n 
Aufcenkontakt (6) zwei voneinander isoliert in zwei 
Aussparungen (11) angeordnete Kontaktplatte n (15) 
mit jeweils zwei Federkontakten (5) aufweist, die 
beim Testen mit einem einzelnen Auftenkontakt (6) 
verbunden sind. 

3. Testvorrichtung nach Anspruch 1 oder An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mindes- 
tens eine Kontaktplatte (15) in dem Federabschnitt 
(13) der Kontaktplatte (15) einen Spiralfederbogen 
(29) aufweist. 

4. Testvorrichtung nach Anspruch 1 oder An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mindes- 
tens eine Kontaktplatte (15) in dem Federabschnitt 
(13) der Kontaktplatte (15) eine Federspange (30) 
aufweist. 

5. Testvorrichtung nach Anspruch 1 oder An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mindes- 
tens eine Kontaktplatte (15) in dem Federabschnitt 
(13) der Kontaktplatte (15) ein S-formiges Federele- 
rnent. 

6. Testvorrichtung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
aus der Unterseite herausragende Kontaktelement 
(4) mindestens einen starren Teststift (9) aufweist. 

7. Testvorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das aus der Un- 
terseite herausragende Kontaktelement (4) mindes- 
tens eine Kontaktfeder (45) aufweist. 

8. Testvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Kontaktfeder (45) auf der Un- 
terseite des Testsockels (3) als Spreizfeder (46) aus- 
gebildet ist und federelastisch von dem Halteab- 
schnitt (14) der Kontaktplatte (15) weggespreizt ist. 

9. Testvorrichtung nach Anspruch 1 oder An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Halte- 
abschnitt (14) mehrere starre Kontaktelemente auf- 
weist, die als Vierkantstifte (49) aus der Unterseite 
des Testsockels (3) herausragen und bis auf einen, 
der mit einem zylindrischen Teststift (9) kraftschlussig 
verbunden und verlangert ist, gekurzt sein konnen. 

10. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kontaktelemente (4) der einzelnen Modulbaustei- 
ne (8) auf der Unterseite des Testsockels (3) versetzt 
zueinander angeordnet sind. 

1 1 . Testvorrichtung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kontaktelemente (4) mit einer Umverdrahtungsstruk- 
tur auf einer Prufplatte (47) uber Kontaktfedern (45) 
elektrisch verbunden sind. 
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12. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kontaktelemente (4) liber zylindrisch Teststifte 
mit einer Umverdrahtungsstruktur auf einer Prufplatte 
(47) uber Steckbuchsen (35)verbunden sind. 

13. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
jeder Modulbaustein (8) eine Materialstarke (D) zwi- 
schen 0,3 mm und 1 mm aufweist. 

14. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
jede Tragerplatte (10) eine Gesamtmaterialstarke (D) 
zwischen 0,3 mm und 1 mm und eine minimale Ma- 
terialstarke (d) im Bereich der Aussparungen (11) fur 
die mindestens eine Kontaktplatte (15) von grower 
gleich 0,05 mm aufweist. 

15. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kontaktplatte (15) eine Materialstarke (s) von 
0,050 bis 0,750 mm aufweist. 

16. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die mindestens eine Kontaktplatte (15) in dem Halte- 
abschnitt (14) eine Passoffnung (25) aufweist, in die 
ein angepasster Vorsprung (26) der Tragerplatte (10) 
eingreift. 

17. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die mindestens eine Kontaktplatte (15) in dem Halte- 
abschnitt (14) eine Arretierfahne (27) aufweist, die in 
eine angepasste Aussparung (28) der Tragerplatte 
(10) eingreift. 

18. Testvorrichtung nach einem nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, dass die mindestens eine Kontaktplatte (15) in 
dem Kontaktabschnitt (12) der Kontaktplatte (15) 
eine Spielpassung gegenuber der strukturierten Aus- 
sparung (11) der Tragerplatte (10) von 0,2 bis 0,3 mm 
aufweist, urn eine entsprechende Kontaktfederaus- 
lenkung des Kontaktabschnitts (12) zuzulassen. 

19. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
jeder Modulbaustein (8) mindestens zwei Passoff- 
nungen (16) aufweist, durch die Zentrierbolzen (17) 
fuhren, die zwei Endstucke (18) miteinander verbin- 
den, wobei die Endstucke (18) und die Zentrierbolzen 
(17) die Modulbausteine (8) passgenau gestapelt zu 
einem Testsockel (3) zusammenhalten. 

20. Testvorrichtung nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass Zentrierbolzen (17) mit einem 
der Endstucke (18) verbunden sind und das zweite 
der Endstucke (18) uber Schraubverbindungen (19) 



halten. 

21. Testvorrichtung nach Anspruch 19 oder An- 
spruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die End- 
stucke (18) fur einzelne Vortests des Testsockels ei- 
nen Rahmen (22) tragen, der seinerseits eine 
Schwenkvorrichtung (23) aufweist, die auf ein zu tes- 
tendes Bauteil (2) mit integrierter Schaltung unter Fe- 
derkontaktgabe zwischen den Auftenkontakten (6) 
des zu testenden Bauteils (2) und den Federkontak- 
ten (5) auf der Oberseite (48) des Testsockels (3) 
schwenkbar ist. 

22. Testvorrichtung nach Anspruch 21, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Rahmen (22) fur Vortests 
eine der Schwenkvorrichtung (23) gegenuberliegen- 
de Schnappvorrichtung (24) aufweist, mit der die 
Schwenkvorrichtung (23) zur Fixierung des zu tes- 
tenden Bauteils (2) bei Vortests in Eingriff bringbar 
ist. 

23. Testvorrichtung nach Anspruch 22, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Schnappvorrichtung fur 
Vortests eine U-formige Klinke (36) aufweist, mit der 
ein stabfdrmiges Bedienelement (37) der Schwenk- 
vorrichtung (23) in einer Verriegelungsposition der 
Testvorrichtung (1) in Eingriff steht. 

24. Testvorrichtung nach einem der Anspruche 
21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schwenkvorrichtung (23) fur Vortests einen Einsatz 
(38) aufweist, welcher der Kontur des zu testenden 
Bauteils (2) angepaftt ist und in der Verriegelungspo- 
sition der Testvorrichtung (1) das Bauteil (2) mit sei- 
nen Aufcenkontakten (6) auf die Kontaktplatte () des 
Testsokkels (3) presst. 

25. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Testvorrichtung (1) vier Endstucke (18) und zwei 
Stapel (31) aus Modulbausteinen (8) aufweist, wobei 
jeder Stapel (31) aus Modulbausteinen (8) eine Test- 
sockelhalfte (32) bildet, wobei die beiden Testsockel- 
halften (32) einander gegenuberliegend angeordnet 
sind und auf einer Grundplatte (33) in Position von je- 
weils einer durch jedes Endstuck (18) gefuhrten 
Passschraube (34) gehalten sind. 

26. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Testvorrichtung (1) eine Prufplatte (47) mit Steck- 
buchsen (35) zur Aufnahme der Teststifte (4) der ein- 
zelnen Modulbausteine (8) aufweist. 

27. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Material der Tragerplatte (10) Polyimid, Polyethy- 
len, Polypropylen oder ein Epoxidharz aufweist. 

28. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
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henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Kontaktplatte () eine Federbronze aufweist und 
im Kontaktabschnitt (12) eine Beschichtung aus ei- 
nem Edelmetall, vorzugsweise einer Kontaktgoldle- 
gierung aufweist. 

29. Testvorrichtung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Endstucke (18), die Zentrierbolzen (17) und/oder 
Passschrauben (34) einen Chrom-Nickel-Stahl auf- 
weisen. 

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen 
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FIG 7 
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